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Od zarania dziejow chcieliSmy poznaé jak zbudowany jest otaczajacy nas $wiat. Najpierw wystarczaty
nam do tego nasze zmysty. Pozniej okazato sie, ze $wiat moze by¢ zbudowany z czego$, czego nie sposob
zobaczy¢ golym okiem. Nalezalo czeka¢ az do 17-tego wieku, gdy pojawit si¢ mikroskop optyczny, aby zobaczy¢
co$ wiecej. Od tego czasu technologie rozwinety si¢ tak bardzo, ze dzisiaj interesuja nas uktady o rozmiarach
miliardowej czg¢éci metra, czyli o rozmiarach rzadu nanometréw. Aby badac¢ tak mate uklady potrzebne sa
specjalne techniki pomiarowe. Jedng z takich technik jest spektrometria masowa wtérnych jondw SIMS. Technika
SIMS dziata na prostym pomysle, aby o tym, co znajduje si¢ na powierzchni badanej struktury wnioskowac
wykonujac analize materiatu, ktory jest z niej wyrzucany na zewnatrz, pod wplywem bombardowania strumieniem
czastek. Przypomina to sytuacje, gdy kamien zostanie wrzucony do wody. Kamien znika, ale nad wod¢ wyrzucane
sa kropelki rozbryzgnigtej wody. Teraz wystarczy tylko te kropelki pozbiera¢. W technice SIMS, strumien
energetycznych atomow lub klasteréw, petni rolg kamieni. Identyfikacja wyrzuconych czastek, np. poprzez pomiar
ich masy, pozwala wnioskowac, jaki pierwiastek lub zwigzek chemiczny znajdowat si¢ w uderzonym punkcie. W
rzeczywistosci mozemy jednak osiggnaé co$ wigce;j.

Poczatkiem kazdego rysunku jest punkt, ktory zaczyna si¢ poruszaC. Przesuwajac punktem, rysujemy
linig. Zespot linii tworzy obraz. A wigc, przesuwajac wiazka pomiarowa po analizowanej powierzchni i
réwnoczes$nie rejestrujac czastki, ktore zostaly wyemitowane z kazdego punktu, mozna utworzy¢ chemiczny obraz
tej powierzchni. Dzieki temu mozemy dowiedziec si¢ nie tylko, jakie czastki znajdowaty si¢ na powierzchni, ale
rowniez i gdzie na niej siedzialy. Wykorzystujac powyzszg metod¢ mozemy obecnie ,,rysowac” obrazy chemiczne
mikrostruktur z doktadnos$cig kilkudziesi¢ciu nanometrow, i to w trzech wymiarach! Trojwymiarowe obrazowanie
chemiczne technika SIMS znalazto juz wiele zastosowan. Jednym z ciekawszych zastosowan jest obrazowanie 3D
mikroprocesorow i innych mikrouktadéow elektronicznych. Innym ciekawym zastosowaniem jest tworzenie
trojwymiarowych obrazéw chemicznych naszych komoérek. W tym ostatnim przypadku mozemy, na przyktad,
bada¢, do jakiego miejsca komorki i jak szybko docierajg lekarstwa? Jaki jest skutek ich dziatania? Jak zmienia
si¢ wyglad komorek, w ktérych rozwija sie nowotwor? Sa to jedynie drobne przyktady ogromnych mozliwosci
techniki SIMS. Mozliwosci, ktore, by¢ moze, pewnego dnia pomoga nam stworzy¢ $wiat pozbawiony chorob.

O ile sam sposdb uzycia spektrometrow SIMS jest do$¢ dobrze opanowany, to w wielu przypadkach nie
wiemy, co wlasciwie si¢ dzieje w trakcie analizy. Na przyktad, w jakim stopniu nasze wyniki sa zaburzane przez
sam pomiar. Celem tego projektu jest wykonanie badan pozwalajacych zrozumieé, co dzieje si¢ w materiale
bombardowanym strumieniem pociskow klasterowych, czyli pociskow zbudowanych z polaczonych ze soba
atomow. Innymi stowy zamiast wrzuca¢ malutki kamief, wrzucimy duzy glaz. Niewatpliwie ,,rozbryzgow” bedzie
wiecej. Skoncentrujemy si¢ na materialach organicznych. Do badan uzyjemy modelowania komputerowego.
Spodziewamy sie, ze wnioskowany program badawczy pozwoli na poszerzenie naszej wiedzy o ogdlnych prawach
rzadzacych procesami fizykochemicznymi majacymi miejsce w materiatach organicznych i biologicznych
bombardowanych pociskami klasterowymi. Wyniki naszych prac powinny w szczegdlnosci pozwoli¢ na lepsze
zrozumienie zjawisk zachodzacych podczas chemicznego obrazowania 3D materiatdw biologicznych z
najwicksza czuloscia chemiczng i rozdzielczo$cia przestrzenng rzgdu nanometréw. W chwili obecnej stan tej
wiedzy jest niewielki. Nasze badania powinny réwniez umozliwi¢ opracowanie nowych sposobow pozwalajacych
np. na wykonanie badan SIMS na uktadach biologicznych w ich naturalnym, ciektym srodowisku.



